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Hochauflösende Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS)

Der Beschuss einer Festkörperoberfläche mit energiereichen Ionen (1 ( 20 keV) führt zur Ablösung neutraler oder geladener Atome und Moleküle von dieser Oberfläche, ein Vorgang der Zerstäubung (engl., sputtering) genannt wird. SIMS analysiert die entstehenden Ionen mittels geeigneter Massenspektrometer und kann damit Information über die elementare Zusammensetzung der Probe liefern. Durch eine Fokussierung des Primärionenstrahls bzw. eine geeignete Auswahl der Beschussparameter ist dabei eine laterale Auflösung von etwa 50 nm und eine Tiefenauflösung im Bereich weniger Atomlagen erzielbar. Der Vortrag wird die grundlegenden Prozesse der Teilchenemission und -ionisation bei der Zerstäubung beleuchten; dabei soll insbesondere die Verwendung von Cs+ Primärionen betrachtet werden. Weiters werden Beispiele für die Anwendung von SIMS in der analytischen Praxis vorgestellt, wobei räumliche Auflösung, Nachweisgrenzen und Quantifizierung als Schwerpunkte angesprochen werden.
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